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　官能検査システム化研究会は，実装分野をはじめとする
種々の製造現場で実施されている目視検査を中心に，それ
を自動化・システム化する技術について最新技術の発信，
情報交換，および人材交流などを目的として活動してい
る。2015年度からは，これからの産業・社会に大きな変革
をもたらすと期待されている第 4次産業革命における検査
技術に着目した議論を行っている。中でも IoT (Internet of 
Things) は，人工知能 (AI)，ビッグデータなどと共に，もの
づくりの世界にも新たな潮流を生み出している。その一方
で，たとえば自動車の度重なるリコールや，食品への異物
混入など，製品の品質・信頼性をめぐる問題は深刻化して
いる。そのため，品質・信頼性を支える評価技術・検査技
術については，ますます重要性が増しているが，人が直接
検査に関わる官能検査については，現状のままでは次代の
潮流に合致しないのは明らかである。検査の虚報低減，速
度・精度の向上，領域の拡張，定量化，不良判別の高度化
など，現場の抱える長年の共通課題の解決とともに，新し
い時代への対応はしっかりと準備していく必要がある。
　本特集では，官能検査の自動化・システム化において，
これからの IoT時代へ向けて基盤的に重要なテーマの中か
ら，画像処理と機械学習，高速ビジョン，3次元計測，お
よびトリリオンセンサの 4つのテーマを紹介いただいてい
る。各テーマでは，具体事例を交えた最新技術の紹介と共
に，これからの IoT時代への展望を執筆いただいた。
　中京大学の青木先生には，外観検査・目視検査の画像処
理技術の応用による検査自動化への取り組みの紹介をいた
だいた。画像検査の技術的ブレイクスルーの手がかりは，
人の検査メカニズムにある，という主張に基づき，機械学
習を取り入れた二つの方法による事例が報告されている。
広島大学の青山忠義先生，石井　抱先生には，高速ビジョ
ンを用いた計測システムの検査応用について執筆いただい
た。多面ミラーを用いた 3次元計測，実時間光沢面スキャ
ナー，モーションブラフリー顕微鏡など，6つの研究事例
が紹介されている。生産現場への検査適用において問題と
なる，速度面での制限や計測範囲，計測精度の大幅な改
善，高速移動体の鮮明な撮像など，何れも現場適用性が高
いものである。富士テクニカルリサーチの渡辺　惇氏には
光切断法の原理と測定分解能，ノイズ対策の重要性，死角

対策など，現場において課題となっている検査システムの
改善・改良の事例を紹介いただいた。産総研の寺崎　正氏
には，年間 1兆個のセンサを活用し，社会に膨大なセンサ
ネットワークを張り巡らせることにより，地球規模で社会
問題の解決に活用しようとする“Trillion Sensors Universe”
の概要，活用先，および世界の動向についての紹介と共に，
官能検査との接点について解説いただいた。この他，当研
究会では，検査に係る新技術・新システムの開発と並行し
て国際標準化に注力している。日本の高品質なものづくり
を日本発のルールで明確に評価できる試験方法の提案であ
る。検査技術においても，IoTでつながることのメリット・
可能性を拓いていくには，つながるルールづくりに積極的
に参加してその向かう先を見極めていくことが重要である。
　IoTへの取り組みについて，日本としてこれからどう巻
き返していくのか，議論が活発化している。製造分野で
は，ロボットや AIを活用した提案が打ち出されているが，
検査の議論は低調である。公開研究会では，検査技術が製
造技術の進化についていっていない実態が次第に明らかに
なってきた。工場ではロボット化が進み，人は全体にまば
らであるが，検査工程だけは人の塊ができている。驚くこ
とに，ある自動車関連の大手企業では，工場の全従業員の
内，2割もの方が目視検査を担当されているという例もあ
り，この状況を一部なりとも変えたいとの切実な声が聞か
れている。改めてこの分野の変革の必要性を確信してい
る。今回の特集号が官能検査の自動化，システム化をはじ
め，検査技術の変革推進に役立つことを願っている。
　最後に，多忙の中で今回執筆を引き受けていただいた
方々，官能検査システム化研究会の関係各位に厚くお礼を
申し上げる。
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